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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月24日(2010.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極を含む、質量又は質量電荷比選択的イオントラップと、
　前記質量又は質量電荷比選択的イオントラップの下流に配置された第１の質量フィルタ
／分析器又は質量分析計と、
　制御手段であって、
　（ｉ）イオンがその質量又は質量電荷比にしたがって前記イオントラップから選択的に
排出又は放出されるようにし、
　（ii）前記イオントラップからのイオンの選択的排出又は放出に実質的に同期するよう
に前記第１の質量フィルタ／分析器又は質量分析計をスキャンする、
ように構成及び適合される制御手段と
　を含む質量分析計であって、
　前記イオントラップは、
　周期性を有する複数の軸方向擬ポテンシャル井戸を生成する手段と、
　イオンを前記イオントラップの長さに沿って推進するために、１つ以上の過渡ＤＣ電圧
又は１つ以上の過渡ＤＣ電圧波形を前記複数の電極に印加するように構成及び適合される
手段と
　をさらに含むことを特徴とする質量分析計。
【請求項２】
　前記第１の質量フィルタ／分析器又は質量分析計は、四重極ロッドセット質量フィルタ
／分析器又は質量分析計を含む、請求項１に記載の質量分析計。
【請求項３】



(2) JP 2009-502017 A5 2011.2.17

　前記第１の質量フィルタ／分析器又は質量分析計の質量又は質量電荷比分解能は、前記
イオントラップの質量又は質量電荷比分解能よりも大きい、請求項１又は２に記載の質量
分析計。
【請求項４】
　前記制御手段は、イオンをその質量又は質量電荷比にしたがって前記イオントラップか
ら順次又は漸次排出又は放出させるように構成及び適合される、請求項１、２又は３に記
載の質量分析計。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　（ａ）前記第１の質量フィルタ／分析器又は質量分析計を実質的に連続的及び／又は直
線的及び／又は漸次的及び／又は規則的にスキャンするように構成及び適合されるか、又
は
　（ｂ）前記制御手段は、前記第１の質量フィルタ／分析器又は質量分析計を実質的に非
連続的及び／又は段階的及び／又は非直線的及び／又は非漸次的及び／又は不規則的にス
キャンするように構成及び適合される、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記イオントラップからのイオンの選択的排出又は放出を前記第１の
質量フィルタ／分析器又は質量分析計の質量又は質量電荷比移送ウィンドウのスキャンと
同期させるように構成及び適合される、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項７】
　前記イオントラップは、動作モードにおいて、第１の範囲の質量電荷比を有するイオン
を放出し、同時に前記第１の範囲から外れた質量電荷比を有するイオンを前記イオントラ
ップ内に実質的に保持するように構成される、先行する請求項のいずれかに記載の質量分
析計。
【請求項８】
　少なくともいくつかのイオンを前記イオントラップ内に半径方向に閉じ込めるために、
ＡＣ又はＲＦ電圧を前記複数の電極の少なくともいくつかに印加するように構成及び適合
されるＡＣ又はＲＦ電圧手段をさらに含む、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析
計。
【請求項９】
　前記イオントラップは、イオンを前記イオントラップ内に半径方向に閉じ込める手段を
含む、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項１０】
　前記軸方向擬ポテンシャル井戸の振幅は、イオンの質量電荷比に依存する、先行する請
求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項１１】
　前記イオントラップの軸方向長さの少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％
、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％
、８０％、８５％、９０％、９５％又は１００％に沿って軸方向電界を印加するための手
段をさらに含む、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項１２】
　前記イオントラップの軸方向長さに沿って生成される複数の軸方向擬ポテンシャル井戸
を変化又はスキャンするための手段をさらに含む、先行する請求項のいずれかに記載の質
量分析計。
【請求項１３】
　所定の質量電荷比のイオンが前記イオントラップから選択的に抽出されるように有効ポ
テンシャルを変化させるための手段をさらに含む、先行する請求項のいずれかに記載の質
量分析計。
【請求項１４】
　前記イオントラップは、第１の動作モードにおいて１つ以上のＤＣ、実又は静的ポテン
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シャル井戸又は実質的に静的で不均一な電界を前記イオントラップの軸方向長さの少なく
とも一部に沿って維持するように構成及び適合される第１の手段を含む、先行する請求項
のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項１５】
　前記イオントラップは、前記第１の動作モードにおいて、前記イオントラップの軸方向
長さの少なくとも一部に沿って時間的に変化する実質的に均一な軸方向電界を維持するよ
うに構成及び適合される第２の手段を含む、請求項１４に記載の質量分析計。
【請求項１６】
　前記イオントラップは、動作モードにおいて、少なくともいくつかのイオンを前記イオ
ントラップのトラップ領域から実質的に共鳴によらずに排出し、同時に他のイオンは、前
記イオントラップの前記トラップ領域内に実質的にトラップされたままとなるように構成
されるように構成及び適合される排出手段を含む、請求項１４又は１５に記載の質量分析
計。
【請求項１７】
　イオンを前記イオントラップから質量又は質量電荷比選択的に排出する（mass or mass
 to charge ratio selectively eject）ように構成及び適合される排出手段をさらに含む
、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項１８】
　前記排出手段は、前記第１の動作モードにおいて、イオンを前記イオントラップから実
質的に軸方向に排出するように構成及び適合される、請求項１６又は１７に記載の質量分
析計。
【請求項１９】
　前記イオントラップは、直線イオントラップを含む、先行する請求項のいずれかに記載
の質量分析計。
【請求項２０】
　前記イオントラップは、多重極ロッドセットイオントラップを含む、先行する請求項の
いずれかに記載の質量分析計。
【請求項２１】
　前記イオントラップは、軸方向にセグメント化されるか、又は複数の軸方向セグメント
を含む、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項２２】
　前記イオントラップは、開口部を有する複数の電極を含み、ここで、イオンは、使用時
に、前記開口部を通って移送される、先行する請求項のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項２３】
　前記イオントラップは、複数の軸方向セグメントを含む、先行する請求項のいずれかに
記載の質量分析計。
【請求項２４】
　前記１つ以上の過渡ＤＣ電圧は、（ｉ）ポテンシャル山又は障壁、（ii）ポテンシャル
井戸、（iii）複数のポテンシャル山又は障壁、（iv）複数のポテンシャル井戸、（ｖ）
ポテンシャル山又は障壁及びポテンシャル井戸の組み合わせ、又は（vi）複数のポテンシ
ャル山又は障壁及び複数のポテンシャル井戸の組み合わせを生成する、先行する請求項の
いずれかに記載の質量分析計。
【請求項２５】
　前記１つ以上の過渡ＤＣ電圧波形は、繰り返し波形又は方形波を含む、先行する請求項
のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項２６】
　１つ以上のトラップ静電又はＤＣポテンシャルを前記イオントラップの第１の端部及び
／又は第２の端部に印加するように構成される手段をさらに含む、先行する請求項のいず
れかの記載の質量分析計。
【請求項２７】
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　前記イオントラップは、イオンを前記イオントラップから実質的に共鳴によらないか又
は共鳴によって質量又は質量電荷比選択的に排出し、同時に他のイオンは、前記イオント
ラップ内にトラップされたままとなるように構成及び適合される手段を含む直線状の質量
又は質量電荷比選択的イオントラップを含む、先行する請求項のいずれかの記載の質量分
析計。
【請求項２８】
　前記イオントラップは、（ｉ）三次元四重極電界又はポールイオントラップ、（ii）二
次元又は線形四重極イオントラップ、又は（iii）磁気又はペニングイオントラップから
なる群から選択される、先行する請求項のいずれかの記載の質量分析計。
【請求項２９】
　（ｉ）エレクトロスプレーイオン化（「ＥＳＩ」）イオン源、（ii）大気圧光イオン化
（「ＡＰＰＩ」）イオン源、（iii）大気圧化学イオン化（「ＡＰＣＩ」）イオン源、（i
v）マトリックス支援レーザ脱離イオン化（「ＭＡＬＤＩ」）イオン源、（ｖ）レーザ脱
離イオン化（「ＬＤＩ」）イオン源、（vi）大気圧イオン化（「ＡＰＩ」）イオン源、（
vii）シリコンを用いた脱離イオン化（「ＤＩＯＳ」）イオン源、（viii）電子衝突（「
ＥＩ」）イオン源、（ix）化学イオン化（「ＣＩ」）イオン源、（ｘ）電界イオン化（「
ＦＩ」）イオン源、（xi）電界脱離（「ＦＤ」）イオン源、（xii）誘導結合プラズマ（
「ＩＣＰ」）イオン源、（xiii）高速原子衝撃（「ＦＡＢ」）イオン源、（xiv）液体二
次イオン質量分析（「ＬＳＩＭＳ」）イオン源、（xv）脱離エレクトロスプレーイオン化
（「ＤＥＳＩ」）イオン源、（xvi）ニッケル－６３放射性イオン源、（xvii）大気圧マ
トリックス支援レーザ脱離イオン化イオン源、及び（xviii）熱スプレーイオン源からな
る群から選択されるイオン源をさらに含む、先行する請求項のいずれかの記載の質量分析
計。
【請求項３０】
　質量又は質量電荷比選択的イオントラップを準備するステップと、
　前記質量又は質量電荷比選択的イオントラップの下流に第１の質量フィルタ／分析器又
は質量分析計を準備するステップと、
　イオンがその質量又は質量電荷比にしたがって前記イオントラップから選択的に排出又
は放出されるようにするステップと、
　イオンの前記イオントラップからの選択的排出又は放出に実質的に同期して前記第１の
質量フィルタ／分析器又は質量分析計をスキャンするステップと
　を含む質量分析の方法であって、
　前記方法は、
　前記イオントラップに沿った周期性を有する複数の軸方向擬ポテンシャル井戸を生成す
るステップと、
　イオンを前記イオントラップの長さに沿って推進するために、１つ以上の過渡ＤＣ電圧
又は１つ以上の過渡ＤＣ電圧波形を前記複数の電極に印加するステップと
　をさらに含むことを特徴とする方法。
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